






















































































专利名称(译) 有机EL显示装置及估计有机EL元件的劣化量的方法

公开(公告)号 US10580358 公开(公告)日 2020-03-03

申请号 US16/060427 申请日 2017-02-24

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 KUKI HIKARU
YAMATO ASAHI

发明人 KUKI, HIKARU
YAMATO, ASAHI

IPC分类号 G09G3/3233 G09G3/20

CPC分类号 G09G3/3233 G09G3/2007 G09G2320/0666 G09G2330/10 G09G2320/0626 G09G2320/045 G09G2320
/0257 G09G2320/041 G09G2320/048 G09G2320/0693

其他公开文献 US20190362671A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本公开的目的在于获得一种有机EL显示装置，其能够有效地抑制由有机
EL元件的劣化引起的图像残留的发生。 有机EL显示装置包括：总时间劣
化量DB，其保持每个像素的总时间劣化量；总时间劣化量更新单元，考
虑灰度值，设定值，获得有机EL元件的增量劣化量。 图像劣化校正单元
在亮度设置中设置温度，将每个单位时间的温度相加以将增量劣化量与
总时间劣化量DB中保持的总时间劣化量相加，并且图像劣化校正单元基
于总时间校正灰度值 总时间劣化量DB中保持的劣化量。
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